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Beschreibung 

Die Erfindung betriff t eine Einrichtung in einer Halb- 
leiterfertigungsanlage, insbesondere Fiir integrierte 
Schaltungen, mit mindestens einer elektrischen und/ 
oder mechanischen Prfifeinrichtung, in welcher die Bau- 
teile gepruft und nach dem Priifvorgang in einer End- 
oder Zwischenverpackung abgelegt werden. 

Am Ende von Fertigungslinien fiir elektrische Bautei- 
le und insbesondere integrierte Schaltkreise werden 
haufig die bereits fertig im Gehause montierten elektri- 
schen Bauteile aufgegriffen, einer Laserbeschriftungs- 
station zugefuhrt und anschlieSend in einer Verpak- 
kungsstation in eine geeignete Verpackung abgelegt* In 
der Beschriftungsstation wird das Gehause des elektri- 
schen Bauteiles mittels Laser mit einer Typenbezeich- 
mmg, Chargennummer, Herstellerangabe etc. beschrif- 
tet In der Verpackungss tation wird das elektrische Bau- 
teil nach Kundenwiinschen in eine geeignete Verpak- 
kung gelegt Als Verpackungseinheit konnen die fertig 
montierten und beschrifteten Bauteiie wahlweise in so- 
genannten Plastiktapes, Plastiktubes oder Plastiktrays 
abgelegt werden. 

Unter PJastiktapes sind hierbei Kunststoffgurte mit 
eingearbeiteten Taschen zu verstehen, in welche die 
elektrischen Baueiemente eingelegt werdeiu Die Ta- 
schen werden anschlieBend von einer durchsichtigen 
Deckfolie abgedeckt und mit dieser Deckfolie ver- 
schweifit Diese Piastiktapes konnen sehr schnell gefullt 
werden. Plastiktubes sind die hinianglich bekannten 
Kunststoffrohre, in die die elektrischen Baueiemente 
nacheinander eingefUlh werden Die Kunststoffrohre 
werden an ihren Endseiten mit geeigneten Abdeckkap- 
pen verschlossen. Nachteilig faei diesen Plastiktubes ist, 
daB die elektrischen Bauteile und insbesondere hoch- 
empfindlichen integrierten Schaltkreise aufgrund ihres 
gegenseitigen AneinanderstoBens leicht besch&digt 
werden konnen. Plastiktrays sind quaderformige Kunst- 
stoffrahmen, die nach Art eines Schachbrettmusters mit 
Trennwanden versehen sind In die einzelnen durch 
Trennwande gebildeten Kammern wird jeweils eines 
der elektrischen Bauteiie eingesetzt Mit solchen Pla- 
stiktrays sind die in die einzelnen Kammern eingesetz- 
ten elektrischen Bauteile bzw. integrierte Schaltkreise 
bestens vor Transportschaden geschiitzt 

Die Qualitatskontrolle von elektrischen Bauteilen 
und die ProzeBkontrolle von Fertigungsmaschinen bei 
der Herstellung von integrierten Schaltkreisen ist von 
hochster Wichtigkeit, urn sicheraustellen, daB die vom 
Hersteller ausgelieferten Bauteile den Kundenanforde- 
rungen geniigen* Zu einer vernunftigen Qualitatskon- 
trolle der elektrischen Bauteile gehort neben einem Te- 
stes der elektrischen Eigenschaften, insbesondere der 
Geschwindigkeitszugriffszeiten bei Speicherbausteinen, 
auch die OberpruTung von sogenannten Marking- und 
Package-Defekten nach der erwahnten Laserbeschrif- 
tung. Unter Marking-Defekten sind hierbei Defekte in 
der Beschriftung des Bauteiles und unter Package-De- 
fekten Gehausef ehler der Bauteile zu verstehen. 

Es ist mittlerweile ublich, das Testen von elektrischen 
Eigenschaften der Bauteile in geeigneten Testeinrich- 
tungen am Ende der Fertigungslinie voUautomatisch 
durchzufuhren. Die Kontrolle nach Marking- und Pak- 
kage-Defekten erfolgt bisher weitgehend manuell, off- 
line* und stichprobenartig, indem nach der Lasermarkie- 
rung der Bauteile ein loses subjektives Betrachten der 
Bauteile durchgefUhrt wircL Dieses stichprobenartige 
lose Betrachten der Bauteile erfolgt entweder unmittel- 
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bar vor dem Verpacken der elektrischen Bauteiie oder 
unmittelbar nach der Lasermarkiemng des Bauteiles, 
wobei zur Lasermarkiemng das Bauteil auf eine Platte 
abgelegt wird. Es ist grundsatzlich moglich, dieses stich- 
5 probenartige Oberpriifen der Bauteile nach Marking- 
und Package-Defekten mit einer geeigneten Kamera zu 
unterstutzen. 

Es ist auch denkbar, daB t sofern man geniigend tech- 
nischen Aufwand betreibt, die gesamte Qualitatskon- 

io trolle, also das Oberpriifen der elektrischen, mechani- 
schen und optischen Eigenschaften des fertig produzier- 
ten Bauteiles vollautomatisiert gehandhabt wird. Das 
vollautbmatisierte Testen wird, was das Testen der elek- 
trischen Eigenschaften von integrierten Schaltungen an- 

i:> belangt, bereits heute durchgefuhrt Insbesondere beim 
Testen von Speicherbausteinen, wie z. B. DRAM- und 
Flash-Memory-Bausteinen werden hierbei imrner zu- 
nehmend kurzere MeBzeiten erreicht Diese kurzeren 
MeBzeiten sind zwar grundsatzlich erwiinscht, fuhren 

20 jedoch zu einem Problem* Bei Halbieiterfertigungsanla- 
gen ist es haufig erwiinscht, die getesteten elektrischen 
Bauteile nach Prftfklassen sortiert in einer End- oder 
Zwischenverpackung abzulegen. Dies bedeutet, daB die 
elektrischen Bauteile nach dem eigentlichen Testvor- 

2> gang, abhangig vom Testergebnis, sortiert in Verpak- 
kungen abgelegt werden mtfsseiL Diese mechanische 
Handhabung der getesteten Bauteile erfordert eine 
Handiingszeit, die grdBer als die einzelnen MeBzeiten 
wahrend der Prufphase der Bauteile ist Damit ergibt 

3D sich fiir die Testeinrichtung ein Konflikt zwischen der 
MeBzett in der Pruieinrichtung und der fur das Sortie- 
ren in die einzelnen Priifklassen bendtigten Handiings- 
zeit Selbst wenn als Priifklassen lediglich "gute" und 
"schlechte" und damit nur zwei KJassen vorgesehen 

3;> werden, tritt dieser Konflikt aufgrund der erreichbaren 
kurzen MeBzeiten in der Priif einrichtung auf. Bereits bei 
zwei Priifkategorien fibersteigt die Handiingszeit die 
zum Messen benotigte Zeitdauer, woraus eine zuneh- 
mend schlechtere Auslastung der Kapazit&tderTestein- 

40 richtung resultiert 

Verscharft wird dieser Konflikt noch dadurch, daB 
derzeit weltweit Anstrengungen dahingehend unter- 
nommen werden, die Testzeiten durch Anwendung neu- 
er Teststrategien beim Testen von integrierten Schal- 

45 tungen in Halbleiterfertigungsanlagen zu reduzieren* 
Zudem wird in immer starkerem MaSe bei integrierten 
Speicherbausteinen gefordert, Speicherbausteine nach 
unterschiedlichen GOteklassen, z. B. Geschwindigkexts- 
klassen, zu sortieren* Es besteht das Erfordernis, die 

so Speicherbausteine nach sogenannten Anfalltypen mit 
eingeschrankter Funktionalit&t schon beim Bauteileher- 
steller sortiert abzurufen. Eine Erweiterung der Priifka- 
tegorien bzw. Sorting-Kategorien ist deshalb unerlaB- 
lich. 

5i> Ein weiteres Problem bet den bisherigen Halbleiter- 
fertigungsanlagen besteht darin, daB die Ein- und Aus- 
gabe, insbesondere der Plastiktrays auf den bekannten 
Testeinrichtungen, iiber sogenannte Traystacks erfolgt 
Das damit verbundene manuelle Handling gestapelter 

eo Einzeitrays kann neben Verwechslungen. auch ander- 
weitige mechanische oder ESD-Gef&hrdurigen zur Fol- 
ge haben. Ein serielles Handling gestapelter Einzeitrays 
mit elektrischen Bauteiles z. B. SOJ-oder TSOP-Bau- 
steinen innerhalb der gleichen technologischen Ferti- 

65 gungslinie ist damit logistisch nicht mehr beherrschbar, 
Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrundej 
eine Einrichtung anzugeben, mit der die Handiingszei- 
ten in Fertigungslinien von elektrischen Bauteilen und 
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insbesondere integrierten Speicherbausteinen erheblich 
reduziert werden kann bei gleichzeitiger Erhohung der 
Sorting-Kategorien. 

Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Ein- 
richtung in einer Halbleiterfertigungsanlage, insbeson- 
dere fur integrierte Schaltkreise, dadurch gelost, daB die 
Einrichtung eine von der Taktzeit der Pruf einrichtung 
entkoppeite Sortiereinrichtung aufweist, in welcher die 
Bauteile nacheinahder abgelegt werden, dafi die Pnif- 
einrichtung jedern gepriiften Bauteil einen Datensatz 
nach MaBgabe der Prufergebnisse zuordnet, und daB in 
der Sortiereinrichtung das Bauteil entsprechend seines 
Datensatzes in einer ausgewahlten End- oder Zwischen- 
verpackung abgeiegt wird 

AIs bevorzugte End- oder Zwiscbenverpackung wird 
ein SCunststofftray vorgesehen, in dessen Kammero die 
getesteten Bauteile nach Prtifklassen sortiert abgelegt 
werden. 

Die Erfindung beruht also im wesentlichen darauf, auf 
der Testeinrichtung nur noch den eigentlichen Baustein- 
Test vorzusehen und anschlieBend die getesteten Bau- 
teile unsortiert abzulegen. 

In einer Weiterbildung der Erfindung kann vorgese- 
hen werden, daB eine grobe Vorsortierung der Bauteile 
auf der Testeinrichtung durchgefuhrt wird. Die grobe 
Vorsortierung kann beispielsweise eine Vorsortierung 
der Bauteile in zwei Kategorien, nSmlich "gute" und 
"schlechte" Bauteile, vorseheit 

ErfindungsgemaB wird jedem Bauteil ein Datensatz 
zugeordnet, das dem individuellen MeBergebnis in der 
Priifeinrichtung entspripht. Dieses Bauteil wird in der 
Zwiscbenverpackung, z. B. dem erwahnten Plastiktray, 
abgelegt, wobei eine eindeutige Zuordnung zwischen 
dem abgelegten Bauteil und dem zugehorenden MeBer- 
gebnis anhand des Datensatzes erreichtwird Nachdem 
das Plastiktray nacheinander mit Bauteilen gefullt wur- 
de, die naturgemaB unterschiedliche MeBergebnisse 
aufweisen, steht in einer Steuereinrichtung der Einrich- 
tung ein Datenmap zur Verfiigung, aus dem eindeutig 
die Information ableitbar ist, welches der Bauteile mit 
welchem PruTergebnis in einer bestimmten Kammer des 
Plastiktrays abgeiegt ist Dieses mit Bauteilen gefiillte 
Plastiktray wird dann uber eine geeignete Einrichtung 
oder manuell dem externen Sortiergerat zugef iihrt In 
dem Sortiergerat werden dann die mit unterschiedlich 
"guten" oder "schlechten" Bauteilen gefullten Plastik- 
trays so sortiert, daB am Ausgang des Sortiergerates 
verschiedene Plastiktrays mit zuvor festgelegten Sor- 
ting-Kategorien zur Verfiigung stehen. In jedem Pla- 
stiktray befinden sich damit Bauteile gleicher Sorting- 
Kategorie. 

ErfindungsgemaB wird also nach dem Testen der 
Bauteile ein Datenmap fiir jedes Plastiktray angelegt 
entsprechend der individuellen MeBergebnisse sowie 
der aktuellen Lage eines jeden Bauteiles. Dieses Daten- 
map wird tiber eine Steuereinrichtung und geeignete 
Schnittstellen zu dem extemen Sortiergerat iibertragea 

Es ist ohne weiteres m6glich, nicht nur die einzelnen 
Bauteile mit einem Datensatz zu versehen, sondern zu- 
satzlich auch die Zwiscbenverpackung, hier also den 
Plastiktray, selbst mit einem geeigneten Code zu identi- 
fizieren. Sofern die Plastiktrays selbst wieder in einem 
Sammelbehalter untergebracht sind, besteht auch die 
MSglichkeit, diesen Sammelbehalter mit einer geeigne- 
ten Identifikation zu versehen, so daB dieser eindeutig 
wiedererkennbar ist 

ErfindungsgemaB ist das externe Sortiergerat modu- 
lar aufgebaut, so dafi eine hohe Flexibilit&t bzgL der 



geforderten Sorting- Kategorien erreicht wird. Auf dem 
Sortiergerat werden unter Benutzung der ubertragenen 
Datensatze bzw. Datenmaps und unabhangig von der 
Testeinrichtung die entsprechenden Baustein-Qualita- 
5 ten zusammengef aBt 

Vorzugsweise werden fiir die Testeinrichtung und das 
externe Sortiergerat jeweils codierte Zwischenverpak- 
kungen, hier codierte Plastiktrays, und als Sammelbe- 
halter in alien Ein- und Ausgabestationen codierte Sam- 

io melbehalter verwendet Durch das Vorsehen von geeig- 
neten Codierungen an den Sammelbehaltern und den 
Zwischenverpackungen ist eine Verfolgung des Loses 
und eine CIM (Computer-integrated-manufacturing) 
-Einbindung des Package- Handlings moglich. Damit 

15 werden gleichfalls Verwechslungen von Einheiten (z, B. 
Bauelemente, Zwischenverpackungen* Sammelbehal- 
ter) ausgeschlossen. 

Die Erfindung wird nachfolgend im Zusammenhang 
mit einem Ausfuhrungsbeispiel und zwei Figuren n§her 

20 eriautertEszeigen: 

Fig, 1 eine schematische Draufsicht auf eine Priifein- 
richtung mit externer Sortiereinrichtung und 

Fig. 2 einen beispielhaften Sammelbehalter zum 
Transportieren mehrerer sogenannter Plastiktrays. 

25 In den nachfolgenden Figuren bezeichnen, sofern 
nicht anders angegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche 
Teile mit gleicher Bedeutung, 

In Fig. 1 ist die schematische Draufsicht auf eine in- 
nerhalb einer Fertigungslinie einer Halbleiterferti- 

30 gungsanlage angeordnete Prufeinrichtung zum Testen 
von eiektrischen Bauteilen, insbesondere integrierten 
Schaltkreisen, dargestellt Diese schematisch dargestell- 
te Priifeinrichtung ist mit dem Bezugszeichen 1 bezeich- 
net und verfugt uber eine eingangsseitig angeordnete 

35 Aufheizkammer % einen oder mehrere Testplatze 4 und 
eine ausgangsseitige Abkiihlkammer 5. im vorliegenden 
Ausfuhrungsbeispiel ist der Eingang der Prufeinrich- 
tung 1 mit dem Bezugszeichen 6 und der Ausgang mit 
dem Bezugszeichen 7 bezeichnet Am Eingang 6 werden 

40 die einzelnen eiektrischen Bauteile, z. B, integrierte 
Speicherbausteine, in Sammelbehaltern vollautomatisch 
von der Fertigungslinie oder manuell angeliefert Die 
Sammelbehalter sind mit dem Bezugszeichen 10 be- 
zeichnet Im Ausffihrungsbeispiel von Fig. 1 werden 

45 dem Eingang 6 der Prufeinrichtung 2 solche Sammelbe- 
halter 10 zugefuhrt Der Sammelbehalter 10 ist im vor- 
liegenden Ausfuhrungsbeispiel dazu geeignet, mehrere 
tibereinander gestapelte Plastiktrays 8 zu beinhalten. 
Ober eine nicht naher in Fig, 1 dargestellte Entladeein- 

so richtung werden nacheinander die einzelnen Plastik- 
trays 8 aus dem Sammelbehalter 10 herausgenommen, 
in Fig. 1 paarweise. Urn die einzelnen Bauteile fur den 
eigentlichen Testvorgang vorzuwarmen, konnen die in 
Fig. 1 dargestellten beiden Sammelbehalter 10 gemein- 

55 sarn in die Aufheizkammer 2 eingeschoben und fiir eine 
vorgegebene Zeit darin belassen werden, AnschlieBend 
werden, wie in Fig. 1 schematisch dargestellt, aus den 
Sammelbehaltern 10 zwei Plastiktrays herausgenora- 
men und nebeneinander unterhalb des ersten Testplat- 

eo zes 4 abgelegt Cber erne geeignete Transportvorrich- 
tung, hier Laufschienen, kann sich dann, gesteuert von 
einer ebenfalls nicht dargestellten Steuereinrichtung, 
ein Vakuumkopf 3 uber die Plastiktrays 8 bewegen und 
dort ein oder mehrere Bauteile ansaugen und zum Test- 
es platz 4 zuriickfuhren. Dort wird dann der eigentliche 
Testvorgang zum eiektrischen und/oder mechanischen 
und/oder optischen Testen des Bauteiles durchgeftlhrt 
Im Ausfuhrungsbeispiel in Fig. 1 sind drei soicher Test- 
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platze 4 dargestellt. 

Am Ausgang der Prufeinrichtung 1 befindet sich die 
bereits erwahnte Abkiihlkammer 5, um die in den Pla- 
stiktrays 8 befindlichen Bauteile wieder auf Raumtem- 
peratur abzuklihlen. Die getesteten Bauteile stehen am 
Ausgang der Prufeinrichtung 1 wieder in den Plastik- 
trays 8 T die im Sammelbehalter 10 gestapelt sind, zur 
Verfugung. 

Wesentlich bei der vorliegenden Prtlfeinrichtung ist, 
da8 die aus einer Kammer eines Plastiktrays 8 herausge- 
nomtnenen Bauteile getestet werden und fur jedes Mefi- 
ergebnis ein Datensatz, der 2u dem getesteten Bauteil 
gehort, ianerhalb einer Steuereinrichtung, z, B. ein line- 
controller, angelegt wird. Das Bauteil wird nach dem 
Testvorgang unsortiert in dem Plastiktray 8 zurtfckge- 
legt Im einfachsten Fall wird das getestete Bauteil ge- 
nau in diejenige Kammer des Plastiktrays 8 zurtickge- 
legt, in der es sich vorher befunden hat Damit ist das 
Plastiktray 8 am Ende des Prufvorganges in der Priifein- 
richtung 1 an den genau gleichen Stellen wieder mit den 
gleichen Bauteilen bestuckt, wie vor dem Testvorgang. 
Allerdings steht in der Steuereinrichtung fur jedes Bau- 
teil und jeden Platz des Bauteiles innerhalb des Plastik- 
trays 8 ein Datensatz zur Verfugung, der es erlaubt, 
eindeutig ein im Plastiktray 8 abgelegtes Bauteil lokal 
und qualitativ zu identifizieren, Bei der Verwendung 
von Sammelbehaitern 10 und Plastiktrays 8 ist es dar- 
iiber hinaus moglich, den Sammelbehalter 10 und die 
Plastiktrays 8 selbst mit einer Codierung, z. B. einem 
Strichcode oder einem Buchstaben-/Zifferncode zu ver- 
sehen, um auch die Sammelbehalter 10 und die Plastik- 
trays 8 selbst jederzeit identifizieren zu konnen. 

Es wird also bei der Prufeinrichtung 1 gemaB Kg, 1 
entsprechend der individuellen MeBergebnisse des je- 
weiligen Bautells sowie der aktuellen Lage eines jeden 
Bauteiles zum jeweiligen Plastiktray 8 ein Datenmap 
angelegt, das es in sicherer Weise erlaubt, in der noch zu 
erlauterten Sortiereinrichtung die einzelnen Bauteile 
nach Sorting-Kategorien oder Prttf-Kategorien abzule- 
gen. 

Die am Ausgang 7 der Prufeinrichtung 1 anstehenden 
Sammelbehalter 10 werden iiber eine geeignete Einrich- 
tung automatisch oder auch manuell an die Sortierein- 
richtung 20 gelieferL Im Ausfiihrungsbeispiel von ¥ig. I 
ist angenommen, daft die Sortiereinrichtung 20 ein- 
gangsseitig einen sogenannten Trolley 21 aufweist, auf 
dem eine Vielzahl von Sammelbehaitern 10 mit gesta- 
pelten Plastiktrays 8 anstehen. In einer Entladeeinheit 
22 werden die Plastiktrays 8 aus den Sammelbehaitern 
10 her ausgenommen und im vorliegenden AusfQhrungs- 
beispiel zwei Sortier-Statkmen 23, 24 zugeftihrt Die 
Sortier-Station 23 dient im vorliegenden AusfUhrungs- 
beispiel dazu, die elektrischen Bauteile in vier unter- 
schiedliche Geschwindigkeitsklassen einzuteilen. Fur je- 
de Geschwindigkeitsklasse stehen — abhangig von der 
Wahrscheinlichkeit, wie haufig eine bestimmte Ge- 
schwindigkeitsklasse erwartet wird — ein oder mehrere 
Plastiktrays 8 zur Verffigung. Beim vorliegenden Aus- 
fiihrungsbeispiel sind fiinf Plastiktrays vorgesehen, von 
denen jeweils ein Plastiktray ftir die Sorting-Kategorie 
Bl, B2 und B4 vorgesehen ist und zwei Plastiktrays 8 fur 
die Sorting-Kategorie B3 bereitstehen. 

Eine a hniiche Sortier-Station befindet sich rechts von 
der bereits erlauterten Sortier-Station 23. In dieser Sor- 
tier-Station 24 werden im vorliegenden Ausfiihrungs- 
beispiel die in der Prufeinrichtung 1 als fehlerhaft er* 
kannten Bauteile sortiert in Plastiktrays 8 abgelegt 
HierfCir stehen vier nebeneinander angeordnete Plastik- 
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trays 8 zur Verfugung, in denen jeweils eine Sorting-Ka- 
tegorie B5, B6, B7 und B8 vorgesehen ist 

Damit die Sortiereinrichtung 20 nach MaBgabe der in 
der Prufeinrichtung 1 erhaltenen Prufergebnisse die ein- 
5 zelnen Bauteile in die einzelnen Sorting-Kategorien Bl 
bis B8 ablegen kann, ist es notwendig, zwischen der 
Prufeinrichtung 1 und der Sortiereinrichtung 20 eine 
geeignete DatenUbertragung bereitzustellen. HierfQr ist 
sowohl die Prufeinrichtung 1 als auch die Sortiereinrich- 
10 tung 20 mit geeigneten Schnittstellen zu versehen. Zu- 
satzlich ist eine Steuereinrichtung erforderlich, die den 
Datentransfer von der Prufeinrichtung 1 zur Sortierein- 
richtung 20 koordiniert Durch das bereits erw&hnte Co- 
dieren der Sammelbehalter 10 und/oder Plastiktrays 8 

13 und der Zuordnung eines Datensatzes fur jedes Bauteil 
entsprechend des in der PrOfeinrichtung 1 vorgenom- 
menen Testes, ist es der Prufeinrichtung 20 ohne weite- 
res moglich, die einzelnen Bauteile in den Sorting-Kate- 
gorien Bl bis B8 abzulegen. Da die Sortiereinrichtung 

2*} 20 erfindungsgemaB — bis auf die DatenUbertragung — 
von der Priifeinrichtung 1 entkoppelt ist, entsteht auch 
kein Zeitkonflikt zwischen Priifeinrichtung 1 und Sor- 
tiereinrichtung 20. 
Die Sortiereinrichtung 20 ist erfindungsgem&fi modu- 

25 lar aufgebaut, so daB eine sehr hohe Flexibility bezOg- 
Uch der geforderten Sorting-Kategorien gewahrleistet 
ist Durch die vorzugsweise gleichzeitig an den Plastik- 
trays 8 und den Sammelbehaitern 10 angebrachten Co- 
dierungen ist eine Verfolgung der Lose und eine CIM- 

30 Einbindung des Package-Handlings moglich. Damit 
werden vorteilhafterweise Verwechslungen von Bau- 
elementen, Plastiktrays, Sammelbehaitern ausgeschlos- 
sen. 

In Fig, 2 ist ein mSgliches Ausfiihrungsbeispiel ftir 
as einen Sammelbehalter 10 zum Transportieren gestapel- 
ter Plastiktrays 8 dargestellt Der Sammelbehalter 10 
besteht im wesentlichen aus einem quaderfdrmigen 
Topf, in den die gestapelten Plastiktrays von unten her 
einfOllbar sincL Im einzelnen ist der Sammelbehalter 10 
40 mit vier L-formigen Vertikalstreben 11 versehen, die an 
ihrem unteren Ende von einem rechteckfSrmigen 
Grundrahmen 12 umgeben sind Die einzelnen Vertikal- 
streben 11 sind jeweils zueinander beabstandet ange- 
ordnet Am oberen Ende sind die Vertikalstreben 11 mit 
45 einer Art Spinne, die den oberen Deckel des Sammelbe- 
halters bildet, verbunden. Diese Spinne wird durch vier 
an den Eckpunkten des Behaiters bcginncnden und in 
der Mitte des Behaiters endenden Querstreben 13 gebil- 
det In der Mitte befindet sich an der Oberseite des 
53 Sammelbehalters 10 eine Platte 14. Zusatzlich verftigt 
der Sammelbehalter 10 iiber einen oder zwei Griffe 15, 
die an den Vertikalstreben 11 angeformt sind 

Eine derartige Bauweise ermoglicht einen leichten 
Aufbau des Sammelbehalters 11, da durchweg nur Stre- 
ss ben zur Realisierung des Sammelbehalters 10 eingesetzt 
sind Dank einer derartigen IJauweise entstehen zwi- 
schen den einzelnen Streben 11 Zwischenraume, die es 
in einfacher Weise erlauben, an den Plastiktrays, die in 
den Sammelbehalter 10 eingestapelt werden* ange- 
69 brachte Codierungen optisch auch auBerhalb des Sam- 
melbehalters 10 zu erf assen. Wie Hg, 2 zudem zeigt, ist 
der Sammelbehalter 10 mit mindestens einer Codierung 
16, hier eine Strichcodierung nach einem Barcode, ver- 
sehen. Diese Codierung 16 erlaubt eine eindeutige Iden- 
65 tifizierung des Sammelbehalters 10. Im Ausfiihrungsbei- 
spiel von Fig. 2 sind auf jeder Seite des Sammelbehal- 
ters 10 diese Codierungen 16angebracht 
Aufgrund der graphischen Darstellung des Sammel- 
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behalters 10 in Fig. 2 sind jedoch nur an zwei Seiten 
diese Codierungen 16 erkennbar. 

Bezugszeichenliste 

5 

1 Prufeinrichtung 

2 Aufheizkamrnpr 
3Vakuumkopf . 
4TestpIatz 

5 Abkiihlkammer i 0 

6 Eingang 

7 Ausgang 

8 Plastiktray 

10 Sammelbehaiter 

11 Vertikalstreben is 

12 Grundrahmen 

13 Querstreben 

14 Platte 

15 Griff 

16 Codierung 20 

20 Sortiereinrichtung 

21 Trolley 

22 Entladeeinheit 

23 Sortierstation 

24 Sortierstation 25 
Bl bis B8 Sorting-Kategorien 

Patentanspriiche 

L Einrichtung in einer Haibleiterfertigtmgsanlage, 30 
insbesondere fur integrierte Schaltungen, mit min- 
destens einer elektrischen und/oder mechanischen 
Prufeinrichtung (1), in welcher die BauteOe gepruft 
und nach dem Prufvorgang in einer End- oder Zwi- 
schenverpackung (8) abgeiegt werden, dadurch g?e- 
kennzeichnet, daB die Einrichtung eine von der 
Taktzeit der Prufeinrichtung (1) entkoppelte Sor- 
tiereinrichtung (20) aufweist, in welcher die Bautet- 
le nacheinander abgeiegt werden, daB die Prufein- 
richtung (1) jedem gepruften Bauteil einen Daten- 
satz nach MaSgabe der Prufergebnisse zuordnet, 
und daB in der Sortiereinrichtung (20) das Bauteil 
entsprechend seines Datensatzes in einer zuvor 
ausgewahlten End- oder Zwischenverpackung (8) 
abgeiegt wird 

2. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die End- oder Zwischenverpackung 
(8) Kunststoff trays sind, in welchen die Bauteiie ab- 
geiegt werden. 

3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Sortiereinrichtung (20) 
Vorrichtungen aufweist zurn Aufgreifen und Abie- 
gen der Bauteiie und/oder zum Aufgreifen und Ab- 
iegen der End- oder Zwischenverpackungen (8). 

4. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB durch die Prufein- 
richtung (1) eine Vorsortierung der gepruften Bau- 
teiie derart erfolgt, daB die Bauteiie in "Gut-Klas- 
sen" und "Schtecht-faassen" getrenm abgeiegt wer- 
den. 

5. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die End- oder Zwi- 
schenverpackungen (8) Kunststofftrays sind, daB 
den von der Prufeinrichtung (1) im Kunststofftray 
(8) abgelegten Bauteilen ein Datenmap zugeordnet as 
ist, welches die in den einzelnen KLammern des 
Kunststofftrays abgelegten Bauteiie nach Prufer- 
gebnissen identifiziert, und daB dieses Datenmap 



35 



40 



45 



50 



der Sortiereinrichtung (20) uber eine Steuereinrich- 
tung ubergeben wird. 

6. Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Steuereinrichtung ein Line-Cont- 
roller ist 

7. Einrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die End- oder Zwi- 
schenverpackung (8) ebenfalls mit einer Codierung 
(16)versehen ist 

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Codierung (16) ein optisch erf aB- 
barer Strichcode und/oder Buchstaben/Ziffern-Co- 
de ist 

9. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB die End- oder Zwi- 
schenverpackung (8) fur die Bauteiie in Gruppen 
zusammengefaBt in einem Sammelbehaiter ("Slee- 
ve") (10) abgeiegt werden. 

10. Einrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Sammelbehaiter (10) ebenfalls mit 
einer Codierung (16) versehen ist 

11. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Prufeinrichtung 
(1) eingangsseitig eine Aufheizstation (2) und aus- 
gangsseitig eine Abkuhlstation (5) aufweist, durch 
welche die Bauteiie transportiert werden. 

12. Einrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 1 1, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Prufeinrichtung 
(1) und die Sortiereinrichtung (20) Schnittstelten 
aufweisen, fiber welche eine Dateniibertragung der 
Datensatze durchfuhrbar ist, nnd daB diese schnitt- 
stellen mit der Steuereinrichtung gekoppelt sind. 
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